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Наноструктурированные мишени и кристаллы представляют собой или являются аналогами дифракционные решетки для рентгеновского излучения. Явление дифракции рентгеновских лучей на различного рода структурах описывается как рассеяние плоских волн бесконечной длительности по времени [2]. Процессы же рассеяния ультракоротких лазерных импульсов электромагнитного поля на такого рода структурах до настоящего времени мало исследованы.
Хотя подобные процессы могут дополнить рентгеноструктурный анализ возможностями спектроскопии с высоким временным разрешением, связанной, в том числе, с аттосекундной спектроскопией и аттосекундной метрологией [3]
Тем не менее, до настоящего времени лишь незначительное количество работ посвящено исследованиям процессов дифракции при рассеянии ультракоротких лазерных импульсов различного рода регулярными мишенями [1,4].

В настоящей работе изучено влияние присутствия дефектов в наноструктурированных системах на дифракционные спектры при рассеянии ультракоротких лазерных импульсов. Получены выражения для расчетов спектральных распределений одномерными, двухмерными и трехмерными многоатомными наносистемами, составленными из одинаковых сложных атомов с дефектами типа изгибов, вакансий и разрывов. В качестве примеров, допускающих простое аналитическое представление, проведены расчеты изменений интерференционных спектров: линейной цепочкой с дефектом (цепочка с разрывами), линейной цепочкой с изгибом. Развито обобщение на двух- и трехмерные наносистемы. Предложенный подход непосредственно, может быть, распространен на более общие типы дефектов.
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